	[bookmark: _GoBack] 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标
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	一、设备用途：能够精确地对金属、非金属多晶样品进行物相定性定量分析；能够对样品结晶度分析、晶体结构分析、晶胞参数计算，晶粒大小分析，样品变温分析等，同时保证数据具有科学可靠性。
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	二、主要性能指标、要求：
1、X射线发生器
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	▲
	1.1 最大功率：≥6kW；

	4
	
	1.2 最大管电压：≥45kV；
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	▲
	1.3 最大管电流：≥150mA；
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	1.4 X射线防护剂量：＜1μSv；
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	1.5 双重保护装置，包括对X射线防护罩的保护及对X~射线快门的保护；
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	2、X射线
2.1 类型：旋转阳极；
2.2 靶材：Cu；
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	★
	2.3 最大输出功率：≥6kW；
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	3、测角仪:
3.1 扫描方式:θ/θ方式；
3.2 角度重现性：≤+/-0.0001 度；
3.3 最小可控步长：≤0.0001 度；
3.4 测角仪半径：≥300mm；
3.5 扫描范围2θ：至少包含 0°～160°；
3.6 定位方式：双光学编码，测角仪入射轴和接收轴分别直接定位；
3.7 马达驱动：交流伺服马达驱动，闭环反馈控制。
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	▲
	4、全自动可变狭缝范围：可变范围0.05~7mm（0.01mm/步）；
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	5、器件识别和安装：所有器件具有ID自动识别标识，传感器自动识别；
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	6、阵列探测器
6.1 提高测试强度和测试速度：≥200倍；
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	▲
	6.2 2θ方向轨道数：≥190；
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	6.3 轨道宽度：≤75μm ；
6.4标准模式能量分辨率：≤20%；
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	★
	6.5探测器活性面积：≥350mm2；
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	6.6测试模式：包括高强度、高分辨测试和荧光抑制模式；
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	7、通用Z样品台：
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	▲
	7.1移动范围：-10mm～+2mm；
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	7.2 标准样品板尺寸：≤35mm×50mm；样品填充部分尺寸：≤20mm×20mm；
7.3 微量样品架：≥40片；常规样品架：≥40片；
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	8、高温加热系统
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	▲
	8.1 加热温度范围：室温～1500°C；
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	▲
	8.2 加热方式：环绕式加热或红外加热；
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	8.3 程序控制加热；
8.4 测试模式：真空、空气中、惰性气体。
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	9、水冷系统：
9.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统；
9.2工作要求：连续工作；
9.3控温精度：±1℃；
9.4供水流量：满足6KW发生器工作要求；
9.5水的温度：18°C～22°C；
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	10、数据采集、数据处理系统
10.1数据采集、数据处理系统各1套，配置不低于：CPU：I7，内存：32G，硬盘：1T，网卡接口：2个，显示器：27寸；
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	11.3P恒温控制系统1套。
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	12.配备数据分析及数据采集系统：智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节；
13.配备专家数据库系统，并根据样品情况给出最合适的测试条件软件；
14.可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告；
15.软件包括定性分析、无标样定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度计算等功能；



